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Надежность является одним из основных показателей, 
характеризующих качество изделий электроники и обеспечивающих 
конкурентоспособность предприятия-изготовителя. 
Оперативное и достоверное выявление дефектных и потенциально 
ненадежных партий комплектующих, в частности оптопар транзисторных, 
обеспечивает высокий уровень и гарантию надежности выпускаемой 
аппаратуры на протяжении всего срока эксплуатации. 
В данной работе представлены основные методы контроля 
электрических параметров оптопар транзисторных, таких как остаточное 
напряжение, ток утечки и входное напряжение[1]. Так же представлены 
результаты проведения контроля качества оптопар транзисторных с помощью 
рентгеновской установки «Micromex 180» [2] и растрового электронного 
микроскопа «Quanta 200 3D» [3], которые позволили выявить скрытые 
дефекты, такие как обрывы золотой проволоки, наплывы, трещины, 
посторонние предметы. 
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